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一种关于DIN 50602-夹杂物K法级别快速定

级的检验方法

(57)摘要

本发明公开了一种关于DIN  50602‑夹杂物K

法级别快速定级的检验方法，包括：S1、制作的检

测样品；S2、通过光学显微镜观测检测样品的夹

杂物，获取各类条链状夹杂物的长度及宽度，球

形夹杂物的直径；S3、将各条链状夹杂物的长度

及宽度输入对应类型的条链夹杂物定级模型，将

球状夹杂物的所有直径输入球状夹杂物定级模

型中；S4、输出检测样品中各类条链夹杂物级别

及球形夹杂物的级别。不需要进行图谱反复比

对，避免检测人员主观影响，不仅提高准确度，加

快检测速度，还缩短职工学习时间，提高了人力

培养效率，帮助试验室高速有效地完成K法检验。
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1.一种关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法，其特征在于，所述方法具

体包括如下步骤：

S1、制作的检测样品；

S2、通过光学显微镜观测检测样品的夹杂物，获取各类条链状夹杂物的长度及宽度，球

形夹杂物的直径；

S3、将各条链状夹杂物的长度及宽度输入对应类型的条链夹杂物定级模型，将球状夹

杂物的所有直径输入球状夹杂物定级模型中，每类条链状夹杂物对应一个条链夹杂物定级

模型；

S4、输出检测样品中各类条链夹杂物级别及球形夹杂物的级别；

条链状夹杂物包括SS、OA、OS三类夹杂物，OA夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下

步骤：

S11、计算各OA夹杂物的面积，即OA夹杂物的宽度与长度的乘积；

S12、计算所有OA夹杂物的面积总和S；

S13、计算面积总和S与OA夹杂物各级别定义的最大面积的差值，最小正差值对应的级

别即为该样品中的OA夹杂物级别；

OG类球状夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下步骤：

S21、计算各OG夹杂物的面积，即球形夹杂物半径的平方与π的乘积；

S22、计算所有OG夹杂物的面积总和S；

S23、计算面积总和S与OG夹杂物各级别定义的最大面积的差值，最小正差值对应的级

别即为该样品中的球形夹杂物级别。

2.如权利要求1所述关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法，其特征在

于，在步骤S4之后还包括：

S5、计算样品夹杂物的综合总指数K。

3.如权利要求2所述关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法，其特征在

于，综合总指数K计算模型构建方法具体如下：

S51、统计单个检测样品视场中各级别的各类夹杂物个数，将其乘以对应的级别系数求

和得到第一中间和；

S52、计算所有检测样品的第一中间和之和，即为第二中间和s；

S53、计算所有检测样品的总面积a，则样品夹杂物的综合总指数K＝(s*1000)/a。

4.如权利要求1所述关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法，其特征在

于，检测样品的制备方法具体包括如下步骤：

S11、取样：将待测试样按照标准要求进行截取、切割得到指定数量的测试样品；

S12、制样，在测试样品的表面按照金相法进行磨制、抛光至镜面光滑状态。
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一种关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法

技术领域

[0001] 本发明属于金相检验技术领域，更具体地，本发明涉及一种关于DIN  50602‑夹杂

物K法级别快速定级的检验方法。

背景技术

[0002] 由于市场需求增大，目前钢铁行业对非金属夹杂进行K法检验项目日益增多，K法

检验使用的是德标DIN  50602检验，与国内通常使用的国标GB/T  10561相比，其检验过程复

杂，每报出一个结果需要对6块金相试样整个检验面进行检测，且其检测思路与国标GB/T 

10561不同，GB/T  10561靠形态长短区分条链状夹杂物(即SS、OA、OS三类夹杂物，以下简称

条链状夹杂物)的级别，对球形夹杂物(即OG类球形氧化物，以下简称球形夹杂物)靠颗粒数

区分级别，而K法检验对四类夹杂物均依靠面积界限划定夹杂物的级别，目前国内大多数实

验室的K法检验人力仍然较弱；随着整体冶炼水平的提高，对钢材的纯净度要求也越来越

高，非金属夹杂K法检验由“K4”上升到“K0”，即对较小面积的夹杂也需要进行评估，使得夹

杂物K法的检验难度进一步增大；综上原因，使得夹杂物K法的检验周期较长，一套K4试样就

要占用一位技术娴熟的检验人员2‑3个工作日，K0则更多。因此，K法检测项目成为影响钢材

检验周期的一个短板，在一定程度上制约了出口钢铁产品的贸易，因此设法降低检验人员

掌握K法检验难度，提高夹杂物K法检验效率的任务已迫在眉睫。

[0003] 通常，按照标准，K法检验夹杂物定级时应与标准图谱比较的方法来定级，但标准

图谱是按照夹杂物面积划分的不同级别，给出的只是临界值图片，实际工作中难免遇到许

多无法简单的通过比较图谱就能定级的视场，因此不可避免会牵涉到夹杂物面积计算，尤

其对球状夹杂物的面积计算，往往会耗费检验人员较多时间。此外，通过检验人员来定级，

主观性影响较大。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法，旨在降

低夹杂物K法检验难度，提升实验室K法检验效率、缩短K法检验周期。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采取的技术方案为：一种关于DIN  50602‑夹杂物K法级

别快速定级的检验方法，所述方法具体包括如下步骤：

[0006] S1、制作的检测样品；

[0007] S2、通过光学显微镜观测检测样品的夹杂物，获取各类条链状夹杂物的长度及宽

度，球形夹杂物的直径；

[0008] S3、将各条链状夹杂物的长度及宽度输入对应类型的条链夹杂物定级模型，将球

状夹杂物的所有直径输入球状夹杂物定级模型中，每类条链状夹杂物对应一个条链夹杂物

定级模型；

[0009] S4、输出检测样品中各类条链夹杂物级别及球形夹杂物的级别。

[0010] 进一步的，条链状夹杂物包括SS、OA、OS三类夹杂物，OA夹杂物定级模型的构建方
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法具体包括如下步骤：

[0011] S11、计算各OA夹杂物的面积，即OA夹杂物的宽度与长度的乘积；

[0012] S12、计算所有OA夹杂物的面积总和S；

[0013] S13、计算面积总和S与OA夹杂物各级别定义的最大面积的差值，最小正差值对应

的级别即为该样品中的OA夹杂物级别。

[0014] 进一步的，OG类球状夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下步骤：

[0015] S21、计算各OG夹杂物的面积，即球形夹杂物半径的平方与π的乘积；

[0016] S22、计算所有OG夹杂物的面积总和S；

[0017] S23、计算面积总和S与OG夹杂物各级别定义的最大面积的差值，最小正差值对应

的级别即为该样品中的球形夹杂物级别。

[0018] 进一步的，在步骤S4之后还包括：

[0019] S5、计算样品夹杂物的综合总指数K。

[0020] 进一步的，综合总指数K计算模型构建方法具体如下：

[0021] S51、统计单个检测样品视场中各级别的各类夹杂物个数，将其乘以对应的级别系

数求和得到第一中间和；

[0022] S52、计算所有检测样品的第一中间和之和，即为第二中间和s；

[0023] S53、计算所有检测样品的总面积a，则样品夹杂物的综合总指数K＝(s*1000)/a。

[0024] 进一步的，检测样品的制备方法具体包括如下步骤：

[0025] S11、取样：将待测试样按照标准要求进行截取、切割得到指定数量的测试样品；

[0026] S12、制样，在测试样品的表面按照金相法进行磨制、抛光至镜面光滑状态。

[0027] 本发明设计出一种快速计算夹杂物面积并转化为其K法级别的检验方法，能够有

效地帮助金相评测人员快速进行任一视场内夹杂物级别，不需要进行图谱反复比对，避免

检测人员主观影响，不仅提高准确度，加快检测速度，还缩短职工学习时间，提高了人力培

养效率，帮助试验室高速有效地完成K法检验。

附图说明

[0028] 图1为本发明实施例提供的关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法

流程图。

具体实施方式

[0029] 下面对照附图，通过对实施例的描述，对本发明的具体实施方式作进一步详细的

说明，以帮助本领域的技术人员对本发明的发明构思、技术方案有更完整、准确和深入的理

解。

[0030] 图1为本发明实施例提供的关于DIN  50602‑夹杂物K法级别快速定级的检验方法

流程图，该方法包括：

[0031] S1、制定指定数量的检测样品；

[0032] 在本发明实施例中，检测样品的制备方法具体包括如下步骤：

[0033] S11、取样：将待测试样按照标准要求进行截取、切割得到试样，依照DIN50602标

准，一般每套K法检测取6块检测样品进行检测，若有特殊协议，以协议内容为准；
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[0034] S12、制样，在检测样品的表面按照金相法进行磨制、抛光至镜面光滑状态；检验平

行于加工方向的检验面(纵截面)，试样经80#、240#、1000#三道金相砂纸打磨，7μm、2.5μm抛

光剂和清水抛光，确保检测样品的检测面达到镜面光滑，显微镜下无脏污，以免干扰检验准

确性。

[0035] S2、通过光学显微镜观测检测样品的夹杂物，获取各类条链状夹杂物的长度及宽

度(该夹杂物的最大宽度视为该串(条)状夹杂物的宽度)，球形夹杂物的直径；

[0036] S3、将各条链状夹杂物的长度及宽度输入对应类型的条链夹杂物定级模型，将球

状夹杂物的所有直径输入球状夹杂物定级模型中，每类条链状夹杂物对应一个条链夹杂物

定级模型；

[0037] 在本发明实施例中，各类条链状夹杂物包括SS、OA、OS三类夹杂物，OA夹杂物定级

模型的构建方法具体包括如下步骤：

[0038] S11、计算各OA夹杂物的面积，即OA夹杂物的宽度与长度的乘积；

[0039] S12、计算所有OA夹杂物的面积总和S；

[0040] S13、计算面积总和S与条链状夹杂物中各级别定义的最大面积的差值，最小正差

值对应的级别即为该样品中的OA夹杂物级别。

[0041] 在本发明实施例中，OS夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下步骤：

[0042] S21、计算各OS夹杂物的面积，即OS杂物的宽度与长度的乘积；

[0043] S22、计算所有OS夹杂物的面积总和S；

[0044] S23、计算面积总和S与条链状夹杂物中各级别定义的最大面积的差值，最小正差

值对应的级别即为该样品中的OS夹杂物级别。

[0045] 在本发明实施例中，SS夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下步骤：

[0046] S31、计算各SS夹杂物的面积，即SS杂物的宽度与长度的乘积；

[0047] S32、计算所有SS夹杂物的面积总和S；

[0048] S33、计算面积总和S与条链状夹杂物中各级别定义的最大面积的差值，最小正差

值对应的级别即为该样品中的SS夹杂物级别。

[0049] SS夹杂物定级模型及OS杂物定级模型的构建方法与OA杂物定级模型的构建方法

相同。

[0050] 在本发明实施例中，OG球状夹杂物定级模型的构建方法具体包括如下步骤：

[0051] S21、计算各OG夹杂物的面积，即球形夹杂物半径的平方与π的乘积；

[0052] S22、计算所有OG夹杂物的面积总和S；

[0053] S23、计算面积总和S与OG夹杂物中各级别定义的最大面积的差值，最小正差值对

应的级别即为该样品中的球形夹杂物级别。

[0054] S4、各类条链夹杂物定级模型及球状夹杂物定级模型输出检测样品中各类夹杂物

的级别。

[0055] 在本发明实施例中，在步骤S4之后还包括：

[0056] S5、计算样品夹杂物的综合总指数K，综合总指数K计算模型构建方法具体如下：

[0057] S41、统计单个检测样品视场中各级别各类夹杂物的个数，将其乘以对应的级别系

数求和得到第一中间和；

[0058] S42、计算所有检测样品的第一中间和之和，即为第二中间和s；
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[0059] S43、计算所有检测样品的总面积a，则综合总指数K＝(s*1000)/a。

[0060] 本发明设计出一种快速计算夹杂物面积并转化为其K法级别的检验方法，能够有

效地帮助金相评测人员快速进行任一视场内夹杂物级别，不需要进行图谱反复比对，避免

检测人员主观影响，不仅提高准确度，加快检测速度，还缩短职工学习时间，提高了人力培

养效率，帮助试验室高速有效地完成K法检验。

[0061] 上面结合附图对本发明进行了示例性描述，显然本发明具体实现并不受上述方式

的限制，只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进，或未经改

进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本发明的保护范围之内。
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图1

说　明　书　附　图 1/1 页

7

CN 111982930 B

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007


